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　結晶に X 線を照射すると、 結晶格子によって回折される。 X 線回折分

析では、 この現象を利用して物質の結晶構造を調べる。 岩石学の分野

では、 顕微鏡観察では同定できないような微細な鉱物が識別できるため、

薄片観察の補足的な手段として位置付けられる。 一方、 考古分野にお

いては、 遺物に付着した顔料の分析など、 鉱物や無機化合物を定性的

に調べる手段として応用される ( この図ではベンガラが同定されている )。

　　蛍光 X 線分析装置は、 地質分野では岩石の成分分析に用いられる。 地質分野における全岩化学分析値

の利用用途は広く、 一般的な岩石のほか、 変質岩や、 未固結堆積物などの分析も行われる。 一方考古学分

野では、 黒曜石の微量成分分析による産地推定をはじめ、 土器胎土分析、 遺物に付着した不明物質の検証

などに用いられる。

　　試料に X 線を照射すると、 その試

料を構成する各元素に特有な特性 X

線が発生する。 これが蛍光 X 線で、

分光結晶を介した波長を検出すること

により、 元素の含有量が得られる。

　　主成分 SiO2， TiO2， Al2O3，

T-Fe2O3， MnO， MgO， CaO，

Na2O， K2O， P2O5，

　微量成分 Rb， Sr， Cr 等の測定．

ガラスビード作成

蛍光 X 線分析装置

粉末プレス作成

X線回折分析

蛍光X線分析
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76-1819> Albite low - Na(AlSi3O8)

33-0664> Hematite - Fe2O3
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